
















































































































particle is determined.  A test on the direction of travel of a particle terminates tracking of those particles 
whose path can not pass through the SV. 
PROPSET divides the SV into a number (N) of RPP sub­volumes of thickness (t) and areas A(I) = 






each sub­volume area (A(I)).  An energy deposition threshold (Ec)I  is determined for each A(I) from 











































































































































































of the SV is unchanged.  The upset cross­section is seen to change by less than 15 percent.  The 










































































Koga Weibull  7.40E+05  1  4.19E­08  17.0  0.90  0.15 
Excel Solver Weibull  7.40E+05  1  4.19E­08  21.8  1.05  0.15 
Linear Fitted Weibull  7.40E+05  1  4.19E­08  22.5  1.44  0.15 
High LET Linear Fitted Weibull  7.40E+05  1  4.19E­08  20.5  1.02  0.15 
6  SMJ44100* 
Calvel Weibull  4.20E+06  1.39  4.76E­07  15.0  1.21  1.0 
Excel Solver Weibull  4.20E+06  0.28  4.76E­07  75  0.35  1.0 
Linear Fitted Weibull  4.20E+06  0.28  4.76E­07  45.8  1.19  1.0 













































































to only high LET data Weibull parameters, respectively, were used.  The measured proton data of Koga 
et al (ref) is shown as triangles.





































































1  93L422_AMD  1.00E+03  0.55  1.50E­05  5.5  0.66  2.0 
2  93L422_Fairchild  1.00E+03  0.6  2.60E­05  4.4  0.7  2.0 
3  2164  6.40E+04  0.487  1.71E­06  4.95  1.422  2.0 
4  1601_Epi  6.40E+04  2.75  6.25E­06  30  1.5  1.0 
5  OW62256  2.56E+05  2.9  1.90E­06  14  2.3  1.0 
6  SMJ44100*  4.20E+06  1.39  4.76E­07  15  1.21  1.0 
7  62256  2.62E+05  1.6  2.44E­06  20  1.65  1.0 
8  IBM_16MEG  1.68E+07  1.7  7.74E­09  20  3  0.2 
9  MT4C1004C  4.20E+06  1.54  3.09E­07  14.5  1.45  1.0 
10  KM41C4000Z­8  4.20E+06  1.52  3.09E­07  18  1.45  1.0 
11  01G9274  4.20E+06  1.6  2.30E­08  28  3.25  0.2 
12  MT4C4001  4.20E+06  1.49  3.09E­07  20  1.2  1.0 
13  HM6116  1.60E+04  4.2  4.12E­06  7.9  2.5  1.0 
14  62832H  2.62E+05  3.4  3.80E­07  20  1.5  1.0 
15  2901B  80  4.2  3.75E­05  10  1.5  2.0 
16  TC514100Z­10  4.20E+06  0.86  5.00E­07  18  1.15  1.0 
17  HM_65656  2.62E+05  1.5  4.20E­07  12  1.75  1.0 
18  MB814100_10PSZ  4.20E+06  1.15  7.62E­07  15  1.35  1.0 
19  HYB514100J­10  4.20E+06  0.86  5.00E­07  14  1.1  1.0 
20  LUNA_C  1.68E+07  3.2  8.93E­09  14  3  0.2 
21  D424100V­80  4.20E+06  0.8  3.57E­07  10  1.1  1.0 
22  PowerPC603_Reg.  3.00E+03  2.29  6.66E­07  10.9  2.5  1.0 
23  PowerPC603_Cach  1.42E+05  1.51  2.39E­07  13.5  1.5  1.0 
24  HM6516  1.60E+04  5  1.88E­06  14  1.9  1.0 
25  Xilinx VII FPGA_Config Mem  2.80E+06  1  4.37E­08  33  0.8  0.15 



































































































































Part #  Data  Edmonds  PROPSET  Edmonds  PROPSET  PROPSET  PROPSET 
Device 
Upper 
Bound  Calculated  Ratio  Ratio  Ratio  Fitted 
Xsection  Xsection  Xsection  UB/Data  Calc/Data  L to W  Thickness 
(cm^2)  (cm^2)  (cm^2)  (10 to 1)/(1 to 1)  (microns) 
1  3.14E­07  5.82E­08  0.19  0.98 
2  1.42E­07  9.6E­08  1.10E­07  0.70  0.78  0.98 
3  4.61E­07  3.69E­07  0.80  0.97 
4  9.00E­08  1.75E­07  1.94  0.88  3.00 
5  8.70E­08  2.3E­07  2.71E­07  2.60  3.12  0.84  3.10 
6  7.00E­07  1.9E­06  2.08E­06  2.70  1.40  0.99  3.10 
7  1.47E­07  3.8E­07  4.64E­07  2.60  3.15  0.90  5.00 
8  2.12E­08  5.8E­08  3.85E­08  2.70  1.81  0.45  0.30 
9  3.94E­07  1.0E­06  1.14E­06  2.50  2.90  0.91  4.00 
10  3.27E­07  8.9E­07  8.69E­07  2.70  2.66  0.87  3.30 
11  4.19E­09  3.1E­08  1.68E­08  7.40  4.01  0.45  0.47 
12  2.94E­07  1.2E­06  9.41E­07  4.10  3.20  0.94  5.10 
13  4.59E­08  4.7E­08  8.98E­08  1.00  1.96  0.91  4.40 
14  2.89E­08  5.0E­08  4.06E­08  1.70  1.41  0.69  1.60 
15  8.50E­10  2.1E­09  3.77E­09  2.50  4.43  0.92  8.00 
16  1.00E­06  2.0E­06  2.07E­06  2.00  2.07  1.04  7.30 
17  2.98E­08  9.6E­08  1.17E­07  3.20  3.91  0.92  4.80 
18  6.90E­07  2.9E­06  3.45E­06  4.20  5.00  0.96  9.50 
19  1.46E­06  2.5E­06  2.72E­06  1.70  1.86  1.05  8.70 
20  2.12E­08  8.2E­08  7.76E­08  3.90  3.66  0.46  0.52 
21  1.76E­06  2.3E­06  2.48E­06  1.30  1.41  1.08  8.00 
22  4.59E­10  2.06E­09  4.49  0.85  3.90 
23  3.12E­08  3.08E­08  0.99  0.87  0.90 
24  2.46E­09  1.6E­08  1.82E­08  6.50  7.41  0.84  2.70 
25  8.68E­08  9.88E­08  1.14  1.07  2.25 
26  2.98E­08  3.61E­08  1.21  1.06  2.35 
CONCLUSION 
PROPSET, a new Monte Carlo simulation code developed to predict proton induced single event upset 
cross­sections from measured heavy ion data using the position­dependent energy deposition threshold 
method suggested by Petersen et al. [5], has been described and results of calculations for the Xilinx
Virtex­II FPGA , SMJ44100 and a number of other parts compared to measured cross­sections.  Good 
agreement was observed for the Xilinx Virtex­II FPGA , but PROPSET over predicts cross­sections due 
to 200 MeV incident protons for many parts.  Sensitivity of PROPSET calculations to the shape and 
thickness of the sensitive volume, to the variation in Weibull parameters obtained by fitting heavy ion 
cross­section data and to model physics differences in Monte Carlo transport codes are examined and 
shown to make upset cross­section predictions by such codes uncertain by about an order of magnitude. 
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